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EDX-8000 Enerji Dağılımlı X-Ray Floresans Spektrometre ile 
Çimentonun Miktarsal Analizi

Çimentonun yüksek hassasiyetli kalite kontrol analizi, ge-
nellikle Dalgaboyu Dağılımlı X-ray floresans spektrometre 
cihazları ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu cihazlar EDX 
cihazlarına göre nispeten daha geç sonuç vermektedir. Son 
yıllarda ise, gelişen teknoloji ile EDX cihazları, analiz hassa-
siyeti açısından, dalgaboyu dağılımı tipte cihazlarla karşı-
laştırılabilir performans sergilemeye başlamıştır. 

EDX cihazları toz numuneleri olduğu gibi analiz etme ola-
cağı gibi özelliklerinin yanı sıra kullanıcılara geniş uygula-
ma alanları da sunmaktadır. Uygulama alanlarından biri de 
çimento analizleridir. 

Bu makalede, basınçla şekillendirilmiş standart toz çimen-
to numunelerinin Shimadzu EDX-8000 model cihaz kulla-
nılarak gerçekleştirilen analizine yer verilmektedir.    

Numüne
NIST Analiz Sertifikası - Standart Referans Materyaller® 
Portland Çimento SRM 1880b, 1881a, 1884b, 1886a, 
1887b, 1888b, 1889a

Tablo 1’de standart değerler gösterilmektedir.

Numune Hazırlama
Vinil klorür halka (iç çapı 35 mm) kullanılarak basınçla şe-
killendirme gerçekleştirilmiştir. 60 sanıye süre ile toplam 
250 kN basınç uygulanmıştır. Numunenin fotoğrafı Şekil 
1’de gösterilmektedir.

Kimyager
Aplikasyon Uzmanı
Ant Teknik Cihazlar 

Gökhan Sengör

Tablo 1. Standart Değerler

Şekil 1. Basınçla şekillendirilmiş 
Çimento Briketi

Tablo 3 

Tablo 2 



Kalibrasyon Eğrileri
Her bir elemente ait kalibrasyon eğrileri ve hassasiyetler (1s) Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Kalibrasyon Eğrileri ve Hassasiyet
Dedeksiyon Limitleri (L.O.D.)

Yukarıdaki kalibrasyon eğrileri kullanılarak hesaplanan en düşük dedeksiyon limitleri Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tekrarlanabilirlik
Yukarıdaki kalibrasyon eğrisi metodunu kullanarak gerçekleştirilen SRM 1880b için tekrarlanabilirlik testi sonuçları Tablo 
3’te gösterilmiştir. Test için 10 tekrarlı ölçüm yapılmıştır. Her bir numunede ölçümlenen her bir elemente ait X-ray flore-

sans spektrumları Şekil 3’te gösterilmektedir

Tablo 3 

Tablo 2 
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Referanslar:
• Shimadzu Uygulama Notu, X254A

Şekil 4. Shimadzu EDX-7000/8000 Spektrometre


